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１６Ｆ１８４７シャッター速度チェック基板の説明 

                                     ２０１５年１０月２３日 Ｔａｉｓｈｉ rev1.2 

 

 

 

動作概要 

古いカメラのシャッター速度のチェックをする為のものです。レンズシャッターの３５ｍｍカメラを

対象に作りました。 

カメラのシャッターが開いた時の光をＰＩＮフォトダイオードで電気信号に変換します。その信号を

増幅してＣＰＵに入れ時間を測りシャッター速度とします。基板の形状から カメラは裏蓋の開く物で 

レンズシャッターで、３５ｍｍフィルムを使った物になります。（裏蓋は開けたままで使用します）。 

電源ＯＮの後 又はリセットスイッチをクリックした後は バージョン表示画面が表示され、スター

トスイッチを押す事により測定が始まります。測定終了後は 平均スイッチを押すことにより過去４個

の値の平均値が表示されます。 

 

スタートスイッチを押す前に 予め絞りは開放にしてください。シャッターを押す時は 明るい空に

向けてレリーズをしてください。正常な測定が出来ない時は ゲイン調整（後述項目５）を行うと測れ

るようになります。レンズにより調整が必要なことが有ります。室内の蛍光灯では商用電源周波数で瞬

いているので、殆どの場合異常な測定値になる様です。 
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  電源の後、又はリセットスイッチをクリックした時は 

  プログラムバージョンとプログラム作成日時の表示 

  

プログラムバージョン、プログラム作成日時表示 

（バージョン値、作成日時はプログラムにより変わります） 

 

１．スタートスイッチを短くクリック時は 

１回のシャッター速度測定を行います。 

「ＳＴＡＲＴ」表示がされた後、シャッターを明るい空に向けて一度レリーズしてください。 

 

 

測定が終わると下記の表示になります。 
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２．スタートスイッチを長く（２秒以上）クリックした時は 

「ＲＵＮ」表示がされた後、シャッターを明るい空に向けてレリーズしてください。 

レリーズの都度 測定値が表示されます 

 

測定を終わる時は もう一度スタートスイッチを押してください。 

 

３．測定終了後に平均スイッチをクリックすると 

過去４回分の測定値の平均値を表示します 

 

もう一度平均スイッチをクリックすると 元の測定終了時の表示になります。 

 

４．エラー状態 

約２,５秒以上シャッターが開きっぱなし状態の時はエラーになります。 

 

再度スタートスイッチを押すことで また測定は出来ます。 
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５．ゲイン調整は 

測定が出来ない時に 基板上の半固定抵抗を調整して 適切なゲインにします。 

方法は レンズの絞りを開放にし、シャッターをタイム（Ｔ）設定して開放しにします。 

（タイムが無い時はバルブ（Ｂ）にして、レリーズを押し続けた状態で調整します） 

その後 ＡＣＴ－ＬＥＤが点灯するように半固定抵抗を回します。 

その時ＳＩＧ－ＬＥＤ（増幅後の信号）の点灯の変化も参考にします。 

大体の場合、ＡＣＴ－ＬＥＤの方が暗くても光ります。 

 

６．３５ｍｍ以外のフィルムを使うレンズシャッターのカメラ 

ブローニーフィルムなど３５ｍｍより大きなフィルムの時は基板の外側から光が入らないように 

外側に遮光版をつけるなど細工をすれば測定が可能だと思われます。 

小さな１６ｍｍフィルムなどを使う物は ＰＩＮフォトダイオード部分が上手く入れば測定が出来

るかもしれませんが、周りからの光漏れを防ぐのが難しいと思います。 

 

７．レンズシャッター以外のカメラ 

フォーカルプレーンシャッターの時は 物理的にＰＩＮフォトダイオードがシャッター幕に接触し

ないようにする必要が有ります。また高速度の時は前幕と後幕の隙間が狭くなりますので 

正確な値は出ないと思われます。 

 

８．裏蓋の無いカメラ 

  ライカ等の裏蓋の無いカメラは物理的にこの基板が入らないので測定は不可能です。 

  マウント側から測る方法等、この基板とは違う方法を考える必要が有ります。 

 

※古いカメラのシャッター速度のチェックを目的に試験的に作った物ですので、改良の余地は沢山ある

と思います。 


